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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 25-3: Essai 25c — Dégradation du temps de montée

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisatiohh\composée
de 'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEIl). La CEIl a\pour gbjet de
favgriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les| ,domaines de
I'élgctricité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes)internatfonales.
Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressg¢ par le
sujgt traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementgles, en
liaigon avec la CEI, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement avec I'Orgapisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre.les, deux organisationp.

2) Les|décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions techniques réprésentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intgressés
sonf représentés dans chaque comité d’études.

3) Les| documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. lls sont [publiés
conjme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
natipnaux.

4) Dar}s le but d'encourager I'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s'engagent a appliguer de
faggn transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEl dans leurs jhormes
natipnales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEIl et la norme nationale ou régionale
corifespondante doit étre indiquée en termes clairs dans‘cette derniére.

5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa resporfsabilité
n'egt pas engagée quand un matériel est déclaré conforme a I'une de ses normes.

6) L’affention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvgnt faire
I'objet de droits de propriété intellectuelleNou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenge pour
responsable de ne pas avoir identifié de telsdroits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence,

La Norme internationale CEI 60512-25-3 a été établie par le sous-comité 48B: Connecteurs, du
comite d’études 48 de la CEl-"Composants électromécaniques et structures mécanique$ pour
équipements électroniques.

Le texte de cette norme-est basé sur les documents suivants:

FDIS Rapport de vote
48B/1060/FDIS 48B/1088/RVD

Le rapport.de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote| ayant
abouti a Xdpprobation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L’annexe A fait partie intégrante de cette norme.

L’annexe B est donnée uniquement a titre d’information.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2006. A cette

date, la publication sera

* reconduite;

* supprimée;

* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 25-3: Test 25c — Rise time degradation
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This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annex B is for information only.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until

2006.

At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Partie 25-3: Essai 25c — Dégradation du temps de montée

énéralités
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1.2.3
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impéd
résult

Domaine d application et objet

Ns ou aux systémes d’interconnexions.

sente norme décrit une méthode pour mesurer I'effet qu’'un échantillon,peut avoir
de montée d’un signal qui le traverse.

Définitions

es besoins de la présente partie de la CEl 60512, les définitions suivantes s’appliqu

pntation du temps de montée d'un front deltension théoriqguement parfait (tem
e nul) lorsque I’échantillon est inséré dans<le chemin de transmission; voir figure
e utilisée pour calculer la dégradation du temps de montée de signaux gaussie
b 90 % est la suivante:

dation du temps de montée = ragine carrée [(temps de montée mesuré)? — (tem
e du systéme de mesure)?]

de montée mesuré avec le montage en place, sans I'échantillon, et avec filt
bn de remise en forme). Le temps de montée est normalement mesuré entre les n
bt 90 %; voir figure 1

ance_d’environnement de I’échantillon
ance présentée par le montage aux conducteurs signaux. Cette impédance
ht‘des lignes de transmission, des résistances de charge, des sources et récepte

sente partie de la CEl 60512 s’applique aux connecteurs électriques, aux embases, aux

sur le

ent.

ps de
1. La
ns de

ps de

e (ou
veaux

est le
irs de

signa

1.2.4

5 ranahbha + Aldma-ant = m-anta-c sariebatalica
A UTAaNoTTC S T T UT S CTCTITCTTIS Ut TTToUTTtag T pTTtaroatcurs

temps de montée
temps nécessaire pour qu’'un front de tension arrive, mesuré entre sa valeur initiale et sa
valeur finale, normalement entre les niveaux 10 % et 90 %

2 M

2.1

oyens d’essai

Equipement

Un générateur d’impulsion et un oscilloscope, un réflectométre en domaine temporel (RDT) ou
d’autres équipements adaptés ayant un temps de montée du systéme de mesure inférieur ou
égal a 70 % du temps de montée a mesurer.
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1.1

CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

Part 25-3: Test 25c — Rise time degradation

eneral

Stope and object

This part of IEC 60512 applies to electrical connectors, sockets, cable assemblies-or| inter-
connection systems.

This sftandard describes a method for measuring the effect a specimen has' on the rise tjme of
a signjal passing through it.

1.2 |Definitions

For the purpose of this part of IEC 60512, the following definitions apply.

1.2.1

rise time degradation

incregse in rise time to a theoretically perfect (zeroixise time) voltage step when the specimen
is inserted in the transmission path; see figureid»' The formula used to calculate ris¢ time
degragation for gaussian signals from 10 % to 90 % is as follows:

Rise fime degradation = square root [(measured rise time)2 — (measurement systet rise
time)d]

1.2.2

measprement system rise time

rise time measured with fixture in place, without the specimen, and with filtering (or
normdglization). Rise time is.typically measured from 10 % to 90 % levels; see figure 1

1.2.3

specimen environment impedance

impedance presented to the signal conductors by the fixture. This impedance is a result of
transmission Jings, termination resistors, attached receivers and signal sources, and fixture
parasitics

1.2.4

rise time

time required for a voltage step to occur, measured between its initial value and final value,

typica

lly from 10 % to 90 % levels

2 Test resources

2.1

Pulse

Equipment

generator and oscilloscope, time domain reflectometer (TDR) or other suitable
equipment with a measurement system rise time less than or equal to 70 % of the measured
rise time.
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2.2 Montage

Sauf indication contraire du document de référence, I'impédance d’environnement de
I’échantillon doit étre adaptée a I'impédance de I’équipement d’essai. En général, I'impédance
sera de 50 Q pour les mesures asymétriques et de 100 Q pour les mesures différentielles.

221 Méthode A, ligne asymétrique

Le montage doit permettre qu'une seule ligne de signaux soit alimentée a un moment donné.
La ligne alimentée doit étre chargée selon 'une ou I'autre des méthodes de la figure A.2 sous
I'impédance d’environnement de I’échantillon. Sauf indication contraire, a une ligne de signaux
une ligne de masse doi e utilisée pou hague extirémité ayant toute es masses
commlunes. Chaque ligne adjacente a la ligne alimentée doit aussi étre chargée| sous
I'impédance d’environnement de I'échantillon aux deux extrémités proche et lointaine!

2211 Technique d’insertion

Le mgntage doit étre congu de maniére a permettre la mesure du temps, de& montée avec ou
sans l[échantillon d’essaij; voir figure A.1a.

221.2 Technique du montage de référence

Deux Imontages doivent étre réalisés de maniére a étre de méme longueur électrique|et de
mémes caractéristiques d’environnement que la ligne dectransmission. Le «montage avec
échantillon» inclut 'échantillon. Le «montage de référencCe» est sans échantillon. La lorngueur
électrigue du montage ne comprend pas la longueur de\l’échantillon; voir figure A.1b.

2.2.2 Méthode B, alimentation différentielle

Le magntage doit permettre qu’'une seule paire.de signaux soit alimentée a un moment qdonné.
La ligne alimentée doit étre chargée selondune ou I'autre des méthodes de la figure A.3 sous
I'impédance d’environnement de I'échantillon. Sauf indication contraire, a la paire de signaux
une ligne de masse doit étre utilisée. Chaque ligne adjacente a la ligne alimentée doit| aussi
étre chargée sous I'impédance de Féchantillon dans son environnement aux deux extr¢mités
proche et lointaine.

2221 Technique d’insertion

Le mgntage doit étre_concu de maniére a permettre la mesure du temps de montée avec ou
sans l[échantillon d’essai; voir figure A.1a.

22272 Technique du montage de référence

Deux |montages doivent étre réalisés de maniére a étre de méme longueur électrique|et de
meémegs. ¢aractéristiques d’environnement que la ligne de transmission. Le «montage avec
échantiftorry—mctot Téctantittote<montage de Teférences estsans t&ctantittom—tatongueur
électrique du montage ne comprend pas la longueur de I’échantillon; voir figure A.1b.

3 Echantillon d’essai

3.1 Description

Pour cette procédure d’essai, I’échantillon a essayer doit étre conforme a ce qui suit:

3.1.1 Connecteurs séparables

Une paire de connecteurs accouplés.
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2.2 Fixture

Unless otherwise specified in the referencing document, the specimen environment
impedance shall match the impedance of the test equipment. Typically, this will be 50 Q for
single-ended measurements and 100 Q for differential.

2.2.1 Method A, single-ended

The fixture shall allow one signal line to be driven at a time. The driven line shall be
terminated according to one of the methods of figure A.2 with the specimen environment
impedance. Unless otherwise specified, a 1:1 signal-to-ground ratio shall be used with each

end havimg—at—groumds—commoned—Each—time—adjacentto—the—drivermr—time—statt—atso be

termirjated in its specimen environment impedance at both near and far ends.

2211 Insertion technique

The fjxture shall be designed to allow measurement of rise time with],and without the
specimen; see figure A.1a.

2.21.2 Reference fixture technique

Two fixtures shall be designed to have the same fixture electri€alTength and characterisfics of
envirgnment transmission line. The “specimen fixture” includes the specimen. The “reference
fixturg” does not include the specimen. The fixture electrical length does not include the
specimen length; see figure A.1b.

222 Method B, differentially driven

The f|xture shall allow one signal pair to .be”driven at a time. The driven line shgll be
termirlated according to one of the methads' of figure A.3 with the specimen environment
impedance. Unless otherwise specified, @-2:1 signal-to-ground ratio shall be used. Eagh line
adjacent to the driven line shall also be\terminated in the specimen environment impedapce at
both near and far ends.

2221 Insertion technique

The fjxture shall be designed to allow measurement of rise time with and without the
specimen; see figure A-a:

22272 Reference fixture technique

Two fixtures shall be designed to have the same fixture electrical length and characterisgics of
envirgnmenttransmission line. The “specimen fixture” includes the specimen. The “reference
fixturg” does not include the specimen. The fixture electrical length does not include the
specirpen’length; see figure A.1b.

3 Test specimen

3.1 Description

For this test procedure, the test specimen shall be as follows.

3.11 Separable connectors

A mated connector pair.
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3.1.2 Cordon

Des connecteurs et des cables assemblés, et des connecteurs accouplés.

3.1.3 Embases

Une embase et un dispositif d’essai ou une embase et un adaptateur d’embase pour
accouplement.

4 Procédure d’essai

Sauf ipdication contraire, le temps de montée du systeme de mesure doit étre inférieurou égal
a 70 % du temps de montée a mesurer avec I’échantillon, voir figure 1. Il est reeemmandé
d’utiliger le signal de sortie le plus rapide que I'’équipement est capable de faire. Chacune des
deux [techniques ci-dessous s’applique aussi bien aux mesures asymétriques que| diffé-
rentielles. Pour les mesures différentielles, il est nécessaire de déterminger) si des grreurs
d’amplitude ou de phase entre les canaux sont présentes et de réaliser les compensations
nécespaires a ces erreurs. Placer les échantillons a au moins 5 cm de\tout objet susce¢ptible
d’affegter les résultats de mesure.

NOTE [l convient de rappeler aux techniciens d‘essai, les limites de toutes les opérations mathématiques
réaliségs par un instrument (par exemple la remise en forme ou les logiciels de filtrage).

4.1 Technique d’insertion

4.1.1 | Mesurer le temps de montée et réaliser un gfaphique de la forme d’onde du sigpal de
sortie[qui est transmis a travers le montage sans I'échantillon, avec filtrage et remise en forme.
Cela gorrespond au temps de montée du systémet

4.1.2 | Mesurer le temps de montée et réaliser un graphique de la forme d’onde du sigpal de
sortie[qui est transmis a travers le montage avec I'échantillon, avec filtrage et remise en forme.
Cela gorrespond a la mesure du temps-de montée.

4.2 ([Technique du montage.de référence

4.2.1 | Mesurer le temps de montée et réaliser un graphique de la forme d’onde du sigpal de
sortie|qui est transmis a_travers le montage de référence sans I’échantillon, avec filtrage et
remis¢ en forme. Cela c€orrespond au temps de montée du systéeme.

4.2.2 | Mesurer Jestemps de montée et réaliser un graphique de la forme d’onde du sigpal de
sortie|qui est transmis a travers le montage de référence avec I’'échantillon, avec filtrage et
remis¢ en forme. Cela correspond a la mesure du temps de montée.

4.3 [Calcul de la dégradation du temps de montée

Si le signal est de nature gaussienne et que le temps de montée a été mesuré entre les
niveaux 10 % et 90 %, on peut alors appliquer le calcul de la dégradation du temps de montée
suivant:

Dégradation du temps de montée = racine carrée [(temps de montée mesuré)®> — (temps de
montée du systéme de mesure)?]

L’équation ne peut pas étre utilisée si le signal n'est pas de nature gaussienne ou si le temps
de montée du signal n'est pas mesuré entre les niveaux 10 % et 90 %. Dans ce cas, donner
les temps de montée mesurés et les graphiques des formes d’onde.
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Cable assembly

Assembled connectors and cables, and mating connectors.

3.1.3

Sockets

A socket and test device or a socket and pluggable header adaptor.

4 Test procedure

Unlespgotherwise specified; thre measurement systenT rise timeshattbetesstramorequal to
70 % pf the measured rise time with the specimen, see figure 1. It is recommended to upge the
fastest output signal of which the equipment is capable. Each of the two techniques [below
apply [to both single-ended and differential measurements. For differential measurements, it is
necesjsary to determine if any phase and/or amplitude errors exist between the €hannelp, and
to projvide necessary compensation for these errors. Place the specimen a)minimum of 5 cm
from any object that would affect measured results.

NOTE | The test professional should be aware of limitations of any mathematical operation(s) performed by an
instrument (e.g. normalization or software filtering).

4.1 Insertion technique

4.1.1 | Measure the rise time and plot the waveform of{the output signal that is transmitted
through the fixture without the specimen and with.iltering or normalization. This |s the
measlirement system rise time.

4.1.2 [ Measure the rise time and plot the waveform of the output signal that is transmitted
through the fixture with the specimen and with filtering or normalization. This is the megsured
rise time.

4.2 |Reference fixture technique

4.2.1 | Measure the rise time and*plot the waveform of the output signal that is transmitted
through the reference fixture(without the specimen and with filtering or normalization. This is
the measurement system rise time.

4.2.2 | Measure the rise’time and plot the waveform of the output signal that is transmitted
through the referencefixture with the specimen and with filtering or normalization. This|is the
measulired rise time:

4.3 [Risetime degradation calculation

If the [signal is Gaussian in nature and the rise time was measured from 10 % to 90 % levels,

then calculate the rise time degradation as follows:

Rise time degradation = square root [(measured rise time)2 — (measurement system rise

time)?2

]

The equation may not be used if the signal was not Gaussian in nature or the signal rise time
was not measured from 10 % to 90 % levels. In this case, report the measured rise times and
waveform plots.
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5 Détails a spécifier

Les détails suivants doivent étre spécifiés dans le document de référence.

5.1

Le temps de montée du systéme de mesure (si disponible).

5.2 L’impédance d’environnement de I'échantillon, si différente de 50 Q en asymétrique et de
100 Q en différentiel.

5.3 Les dispositions des lignes de signaux et de masse, y compris I'emplacement et le

b ol L H PR | > Aol 4 H
nom C UT TIylico SIygliauA TUUT TITdootT a LAdUITT PpUUTl LTL ©Toodl.

5.4

5.5

5.6

Hes exigences pour le montage, si existantes.
les niveaux du temps de montée, si différents de 10 % et 90 %.

Méthode A (ligne asymétrique), méthode B (alimentation différentielle) ou les deux.

6 Dpcumentation d’essai

La dofumentation doit contenir les détails définis a I'article 8, "avec les exceptions, ain
les détails suivants:

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Titre de I'essai.

Equipement d’essai utilisé et date du dernier et du prochain ré-étalonnage.
Méthode et procédure d’essai.

Pescription du montage.

Temps de montée du systeme de mesure selon I'article 4, si applicable.
Mesures du temps de'montée avec I'’échantillon.

Graphiques de la’forme d’onde (nécessaires si le signal n’est pas de nature gaus

ou si lle temps deymontée n’est pas mesuré entre les niveaux 10 % et 90 %).

6.8

6.9

Points*d’intérét et observations.

5i que

sienne

Nom-de-lopérateuret-date-delessat
H—-a-6—+0opetatedi—e+aate-a6— <H-
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5 Details to be specified
The following details shall be specified in the reference document.
5.1 Measurement system rise time (if available).

5.2 Specimen environment impedance if other than 50 Q for single-ended or 100 Q for
differential.

5.3 Qignnl/grmmd pattern inr‘lllding the number and location of Qignnl and grmmdq to be
wired [for this test.

5.4 FKixture requirements, if any.
5.5 Rise time levels if other than 10 % to 90 %.

5.6 Method A (single-ended), method B (differentially driven), or both!

6 Test documentation

Documentation shall contain the details specified in claus€ 5, with any exceptions, apd the
followjng.

6.1 Title of test.

6.2 Test equipment, and date of last and néxt calibration.

6.3 Test procedure and method.

6.4 Fixture description.

6.5 Measurement system rise time, see clause 4, as applicable.
6.6 Measured rise times with specimen.

6.7 \Waveform¢plots (required if the signals are not Gaussian in nature or the rise time was
not measured(from 10 % to 90 % levels).

6.8 alues and observations.

6.9 Name of operator and date of test.
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Temps de montée d'entrée——m={ (IS
‘ |
90 % ¥, 100 % V,,
1 10% ¥, y
Forme d'onde d'entrée ~ A
Temps de montée de sortie ——== e
‘ ‘
i 90 % V,, | 100 % Vdu
10 % V, | |
Forme d'onde de sortie A
IEC 11p3/01
Compdsants

Vin t¢nsion d’entrée
Vout tension de sortie

NOTE Ne pas tenir compte des dépassements de part et d’autre pour le €alcul de niveaux 0 % et 100 pb.

Figure 1 — Forme d’onde
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Input rise time —— f——
e | [
90 % v, |100%V;
V 10 % Vi, \ ¥
Input waveform ~— A
Output rise time ——m= .
[
i 90 % ¥, 100 % Mgyt
10 % Vit
Output waveform — A il !
IEC 1193
Compdnents
Vin input voltage
Vout OUtput voltage

NOTE

Ignore overshoot and undershoot when calculating 0 % and 100 % levéls,

Figure 1 — Waveform

e
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Annex A
(normative)

Diagrammes et schémas pour les montages et I’équipement

Montage A Montage B
Source de Echantillon de Récepteur
I’échantillon I’échantillon

Montage A | Montage B
Source de de Récepteur

I'échantillon| I'échantillon

IEC 1188/01
Figure A.1a — Technique d’insertion
Source Montage’ d e refe;rence Récepteur
(sans I'’échantillon)
Montage de I'échantiflon .
Source (avec I'échantillen) Récepteur
IEC 1189/01

Figure A.1b — Technique du montage de référence

Figure<A:1 — Diagrammes techniques
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Annex A
(normative)

Diagrams and schematics of fixtures and equipment

Specimen . Specimen .
Source fixture A Specimen fixture B Receiver
Specimen | Specimen .
Source fixture A fixture B Receiver

IEC 17188/01

Figure A.1a - Insertion technique

Source R_eference f|)_<ture Receiver
(without specimen)
Specimen fixture .
Source (with specinien) Receiver

IEC 1189/01
Figure A¢tb — Reference fixture technique

Figure A.1 — Technique diagrams



https://iecnorm.com/api/?name=c9dbf9b3deafff06a7417b62ad4862a2

- 18 - 60512-25-3 © CEI:2001

a)
Vs +
—F 0
Echantillon
d'essai
o— |
Récepteur
50 Q
o— 1
Zy, =50
Récepteurs
50 Q
c)
R, R,
R, ou R,
G (o)
Z,<50 Zy>50

IEC 11D0/01

Compdsants
Ry rédistance 1
Ry rédistance 2

Z, impédance caractéristique
Vo terlsion de source

Equations-des circuits a perte minimale:

Ry =50 [1.6(Z, / 50)]°° Ri=2Z,[1-(50/2Z)""°
Ry = Z 91 = (Zo 1 50)]>° R, =50/[1-(50/ Z,)]"°

Figure A.2 — Adaptations asymétriques
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